ZALACZNIK NR 1
do zarzadzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Slaskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

(pieczec jednostki lub komorki zamawiajgcej)

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

na dostawe systemu identyfikacji obrazéw dyfrakcyjnych i map orientacji
krystalograficznych EBSD do skaningowego mikroskopu elektronowego

Grupa zakupowa w Politechnice Slaskiej A115N Kod 385

,Zaméwienie z dziedziny nauki” (ZDN) przywotane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (ZEN)

Zakup jest finansowany ze $rodkow projektu NCN Nr rej.: 2024/53/B/ST8/03574 zgodnie z umowa lub zapisami promocji
zwigzanymi z projektem.

1. Pelna nazwa zamawiajgcego (dane do faktury)
POLITECHNIKA SLASKA
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiajgcej:
nazwa: Laboratorium Badania Materialow
Wydziat Mechaniczny Technologiczny Politechniki Slaskiej w Gliwicach

adres ul. Konarskiego 18A 44-100 Gliwice

osoba do kontaktu:
dr hab. inz. Klaudiusz Golombek, prof. PS

Tel. 600209866, e-mail: klaudiusz.golombek@polsl.pl
lub dr inZ. Krzysztof Matus

tel. 517181947, e-mail: krzysztof.matus@polsl.pl

2. Opis przedmiotu zaméwienia:

a) Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie wysokospecjalistycznego systemu

do realizacji badan naukowych opartych na identyfikacji obrazéw dyfrakcyjnych i map orientacji
krystalograficznych technikg EBSD do skaningowego mikroskopu elektronowego.
Planowane do zakupu urzgdzenie badawcze bedzie wykorzystywane do identyfikacji obrazéw
dyfrakcyjnych i map orientacji krystalograficznych EBSD w elektronowym wysokorozdzielczym
mikroskopie skaningowym Supra 35 firmy ZEISS. System zloZony jest z wysokorozdzielczej
specjalistycznego detektora do analizy obrazow generowanych na ekranie fluoroscencyjnym w technice
EBSD (dyfrakcji elektronéw wstecznie rozproszonych) oraz oprogramowania do obstugi detektora i
oprogramowania do analizy zebranych danych oraz specjalistycznego oprogramowania do symulacji i
analizy wynikéw. System ten przeznaczony jest do identyfikacji fazowej, orientacji krystalograficznej,
analizy tekstury, oceny wielkoSci ziarn, kata dezorientacji ziarn materiatéw inzynierskich.

Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w nastepujgce moduty:
A. Minimalne wymagania odnosnie detektora EBSD:
e sensor CMOS

o mozliwo$¢ analizy od 100 pA pradu wigzki i energii 5keV

str. 1



wysoka rozdzielczo$c¢ kgtowa <1°
rozdzielczo$¢ detektora: 640(H) x 480 (V) pikseli x 12 bit
zintegrowany detektor elektronéw rozproszonych do przodu FSD (Forward Scattered Detector)

system analizy wybranych obszaréw zainteresowania (ROI) oparty na detekcji elektronow
wstecznie rozproszonych (EBSD), umozliwiajacy jednoczesne obrazowanie z wielu regionéw
detekcji w celu uzyskania informacji o orientacji krystalograficznej, liczbie atomowej oraz
topografii prébki. System powinien umozliwia¢ przetwarzanie i analize danych obrazowych w
celu izolacji, wzmocnienia lub ttumienia okreslonych mechanizméw kontrastu mikrostruktury
materiatu

kontroler sterujgcy wsuwaniem i wysuwaniem kamery EBSD

czujnik zblizeniowy wykrywajgcy potencjalne kolizje oraz automatycznie przesuwajgcy
detektor w bezpieczne miejsce pracy

kompatybilno$¢ z technikg TKD (Transmission Kikuchi Diffraction)
zintegrowany filtr promieniowania podczerwieni IR

modut i oprzyrzadowanie do integracji zamawianego systemu do mikroskopu elektronowego
skaningowego SUPRA 35 firmy ZEISS;

B. Wymagania odno$nie oprogramowania:

oprogramowanie do obstugi detektora: zbierania i wskaznikowania obrazéw dyfrakcyjnych i
zautomatyzowanej akwizycji danych podczas skanowania powierzchni probki

oprogramowanie do analizy zebranych danych

dodatkowa licencja umozliwiajgcg analize zebranych danych off-line
zdalne sterowanie skanowaniem

oprogramowanie do sterowania wigzkg oraz stolikiem

system generatora skanujgcego tzw. Scan Generator Package

oprogramowanie wspomagajgce analize wzoréw dyfrakcji EBSD poprzez usrednianie
sgsiednich wzoréw i ponowne indeksowanie, w celu poprawy stosunku sygnatu do szumu i
zwiekszenia skuteczno$ci indeksowania, zwlaszcza w warunkach podwyzszonego poziomu
szumu

oprogramowanie wspomagajgce analize EBSD poprzez symulacje wzoréw dyfrakcyjnych z
uwzglednieniem dynamicznych efektéw dyfrakeji, w celu zwiekszenia precyzji indeksowania.

C. Wymagania odnos$nie komputera i monitora:

monitor ful HD panoramiczny o wielko$ci nie mniejszej niz 27 cali

komputer wraz z zainstalowanymi programami o wydajnos$ci zapewniajgcej plynng i
niezaktdcong prace calego systemu;

D. Inne wymagania:
o dostawa do Laboratorium Badania Materialéw, Wydziat Mechaniczny Technologiczny
Politechniki Slgskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice,
e instalacjaiintegracja systemu EBSD w HRSEM Zeiss Supra 35,
o szkolenie 5 0s6b w zakresie obstugi zainstalowanego systemu w miejscu instalacji.
Lp Wymagane parametry — opis/ dopuszczalne wartosci i zakresy
1 Nazwa wymagania Warto$ci wymagane
2 | Szybko$¢ indeksowanych punktéw na sekunde nie mniejsza niz: 2 000 ipps
; S T o 640(H) x 480 (V)
3 Rozdzielczo$¢ kamery nie mniejsza niz: il e (B
4 | Wysoka rozdzielczo$¢ katowa <1°
5 | Mozliwos¢ analizy przy minimalnej wartosci pradu wiazki 100 pA
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6 | Mozliwos¢ analizy przy minimalnej wartosci energii wigzki 5keV
7 Wymagania dotyczace wigzki dla maksymalnej predkosci 7 nA
indeksowania
8 | Rodzaj niskoszumowej matrycy CMOS
9 | Rodzaj ekranu fosforowy
Parametry nie wymagane obowigzkowo
L (nie zaoferowanie ich przez Wykonawce nie bedzie skutkowalo odrzucenient oferty;
P mogq to byé takze parametry podlegajqce ocenie punktowej, tj. ktdrych zaoferowanie
bedziemy punktowad)
10 Wydluzona gwarancja na urzadzenie [miesigce] Powyzej 24 miesigcy

b)  okres minimalnej gwarancji: 24 miesigce od dnia odbioru przedmiotu zamdwienia,

c) przystgpienie do usuniecia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji nastapi w ciggu 14 dni
kalendarzowych od momentu zgloszenia, a jej usuniecie w ciggu kolejnych 14 dni kalendarzowych,

d) warunki platnosci: przelewem bankowym do 14 dni od daty zlozenia faktury czesSciowej i/lub
koncowej

e) termin wykonania zamoéwienia liczony od daty udzielenia zamdéwienia:
do 180 dni kalendarzowych, nie pézniej niz do 31 stycznia 2026 roku.
Sposdb przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert:
Oferte nalezy ztozy¢ w jednej z ponizszych form (naleZy wybrac proponowane sposoby komunikacji),

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21 lipca 2025 roku do godz. 11.00

a) korespondencyjnie lub osobi$cie na adres: Laboratorium Badania Materialéw
Wydziat Mechaniczny Technologiczny Politechniki Slaskiej w Gliwicach
adres ul. Konarskiego 18A (3 pietro pokdj 369) 44-100 Gliwice
(osobiscie od poniedziatku do pigtku w godz. 8-15)

Jezeli oferta bedzie przekazana drogg korespondencyjng liczy sie dzien i godzina wplywu do
Zamawiajgcego, a nie wyslania. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania ofert
Z pieczecig Firmowg. Na kopercie prosze dopisaé: ,Zaproszenie do skladania ofert na dostawe
wysokospecjalistycznego systemu do realizacji badain naukowych opartych na identyfikacji obrazéw
dyfrakcyjnych i map orientacji krystalograficznych technikg EBSD do skaningowego mikroskopu
elektronowego”. Nie otwierac przed 21 lipca 2025 roku do godz. 11.00.

b) elektronicznie drogg mailowg na adres:

klaudiusz.golombek@polsl.pl

w postaci skanu podpisanej i opieczetowanej oferty lub oferty podpisanej elektronicznie. Oferta
musi byé podpisana przez osobe upowazniong do skladania ofert zgodnie z dokumentami
rejestrowymi Dostawcy/Wykonawecy.

Wykonawca, ktory zioZy oferte w formie elektronicznej, jest zobowigzany do wystania Zadania potwierdzenia odebrania wiadomosci
elektronicznej przez zamawiajacego. Po otrzymaniu Zadania zamawiajacy potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku
gdy oferta nie wypfynie na wskazany adres zamawiajgcego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema sig, Ze oferta nie zostata zloZona.

Catkowita oferowana cena musi obejmowa¢ kompleksowg realizacje zamowienia i uwzgledniaé wszystkie
sktadniki cenotworcze, w tym wszelkie podatki, sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne itp.,
tzn. cena oferowana przez osobge prawna musi zawiera¢ podatek VAT, a cena oferowana przez osobe fizyczng
musi zosta¢ powiekszona o ewentualne obcigzenia ZUS ponoszone przez Politechnike Slgska.

W ofercie nalezy poda¢ producenta/typ/model/nazwe oferowanego systemu
Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert nie bedg rozpatrywane.

Do oferty (sporzadzonej np. na zatgczonym , formularzu oferty” muszg by¢ dotgczone nastepujgce dokumenty:
a) Oferta na zalgczonym formularzu

b) Karta katalogowa oferowanego urzgdzenia potwierdzajgca oferowane parametry techniczne w jezyku
polskim i/lub angielskim.

str. 3



6. Kryteria oceny ofert:

A. Wybor najkorzystniejszej oferty nastapi na podstawie ponizszych kryteriéw, ktérym odpowiada okreslona
liczba punktéw. Zamawiajgcy zastosuje zaokraglenie wynikéw oceny ofert do dwdch miejsc po przecinku.

B. Za oferte najkorzystniejszg uwaza sie oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy stosunek ceny do innych
kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu zamowienia.

C. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy wybiera sposrdd tych ofert oferte, ktora otrzymata
najwyzszg ocene w kryterium o najwyzszej wadze. Jezeli oferty otrzymaly takg samg ocene w kryterium o
najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera oferte z najnizsza ceng. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w
sposdb, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy wzywa Wykonawcdw, ktorzy ztozyli te oferty, do zloZenia w
terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajgcych nowg cene.

D. Jezeli Wykonawca nie poda Zadnych informacji w odniesieniu do kryteriéw podlegajgcych ocenie punktowej
(z wyjatkiem ceny) Zamawiajgcy zwrdci sie o wyjasnienie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca w
odpowiedzi zaoferuje elementy podlegajgce ocenie punktowej na lepszych niz minimalne wymagane poziomy,
Wykonawcy nie bedg juz przystugiwaty punkty za to kryterium.

E. Zastosowane beda nastepujgce kryteria oceny ofert:
Cena: C max 90 pkt

Punktacja dodatkowa gwarancja D max 10 pkt
Ocena og6lna O = C+D max 100 pkt

CENA C
Sposéb dokonywania oceny wg wzoru:
C=(Cn:Cb)x90
Gdzie: Cn - cena oferty najtaniszej; Cb - cena oferty badanej
PUNKTACJA DODATKOWA O
A) Wydluzona pelna gwarancja na urzadzenie powyzZej 24 miesigce— maksymalnie 10 pkt
w tym: gwarancja dodatkowa za kazdy dodatkowy rok powyzej 24 miesiecy 5 pkt, lecz nie wiecej tgcznie
niz 10 pkt.;
7. W niniejszym postgepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego wzgledu oferentom biorgcym
w nim udziat nie przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane ww. ustaws.
8. Zlozenie oferty nie zobowigzuje zamawiajgcego do udzielenia zamodwienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIAZKU Z UDOSTEPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Slgska. Moze Pani/Pan skontaktowaé sie
z administratorem w nastepujgcy sposob:

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2) przez e-mail: RR1@polsl.pl
2. Inspektor ochrony danych

Moze si¢ Pani/Pan kontaktowa¢ z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, w nastepujgcy sposob:

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2) przez e-mail: iod@polsl.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator bedzie przetwarza¢ Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania irealizacji niniejszego
zaméwienia. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ oraz f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzgdzenie o ochronie danych):

1) udzielenie zamdéwienia publicznego,

2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegajgcy na konieczno$ci kontaktu
z Panig/Panem.

str. 4



4, Okres przechowywania danych osobowych
Administrator bedzie przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane administrator moze przekazywa¢ podmiotom zewnetrznym oraz organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa. Obowigzek
podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym
okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z Pzp.

6. Prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych
Przystugujg Pani/Panu nastepujgce prawa zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych;

2) prawo zadania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ktére sg nieprawidtowe, oraz uzupeinienia
niekompletnych danych osobowych;

3) prawo zgdania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaproszenie do sktadania ofert sporzgdzil/sporzadzita:

Zaproszenie do skladania ofert sporzadzil:

04 lipca 2025 r Klaudiusz Golombek

(data) (imie, nazwisko i podpis pracownika prowadzgcego sprawe)

Ze strony zamawiajgcego zostalo zaaprobowane przez Kierownika Projektu NCN nr 2024/53/B/ST8/03574

Kierownik projektu
10/010/PBU25/1241
v
2020208 . gu%o;(/’ ............... drinz. Praemystaw Snapifiski......
(data) (podpis z imienng pieczgtky osoby z jednostki/komodrki zamawiajgcej)

Ze strony Zamawiajgcego zostalo zaaprobowane przez Kierownika Jednostki Zamhawiajgcej/Dziekana Wydziatu

2025 -07- 07

(data) (podpis z imienng pieczatky osoby z jednostki/komoérki zamawiajgcej)

str. 5



ZAtACZNIK NR 2
do zarzadzenia nr 57/2021 Rektora Politechniki Slaskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

OFERTA

na dostawe wysokospecjalistycznego systemu do realizacji badan naukowych
opartych na identyfikacji obrazéw dyfrakcyjnych i map orientacji krystalograficznych
technikg EBSD do skaningowego mikroskopu elektronowego

,Zamowienie z dziedziny nauki” (ZDN) przywotane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (ZFN)

1. Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy.

2. Oferujemy:

a) wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia:

ogétem za cene brutto: ......cocvveiiiiiiiiinnne. PLN

STOWNIE ZEOTY TR Lo e s /100
Oswiadczamy, Ze ww. catkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zaméwienia i uwzglednia wszystkie
sktadniki cenotworcze, w tym wszelkie podatki, skladki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne itp.
UWAGA!

1) Cena oferowana przez osobe prawng musi zawiera¢ podatek VAT, a cena oferowana przez osobe fizyczng
musi zostaé powiekszona o ewentualne obcigzenia ZUS ponoszone przez Politechnike Slgska,

2) W przypadku dostawcow z krajow UE podatek VAT uiszcza zamawiajgcy zgodnie z prawodawstwem
polskim. W przypadku dostawcdw z krajow trzecich clo i podatek VAT uiszcza zamawiajgcy zgodnie

z prawodawstwem polskim. Wyzej wymienieni dostawcy podajg w ofercie ceng netto,

b) termin realizacji zamdéwienia (liczony od daty udzielenia zamowienia): .......c.ccoecereeruircieininnieninns (prosze
wpisac konkretng date lub liczbe dni/tygodni/miesiecy

c) okres gwarancji: ...c.cceeeveerineeenneen. (wymagany nie mniejszy niz 24 miesigce, oferty nie speiniajgce tego
wymagania zostang odrzucone)

d) warunki ptatnosci: ....ccooeeevreeeennn. dni od daty ztoZenia faktury,

e) producent/typ/model/nazwa 0ferowanego tOWATITL ......ccciiviriiieeiieriiiiiiee et e e enire e

(prosze wypehic)

Szczegbtowe wymagania techniczne planowanego do zakupu urzgdzenia:

Lp. Wymagane parametry — opis/ dopuszczaine wartos$ci i zakresy
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Parametry
1 Naz Tt Wartosci oferowanego
azywa wymaganl wyniagane urzgdzenia/ofe
rty!
2 | Szybkos¢ indeksowanych punktéw na sekunde nie mniejsza niz: 2 000 ipps
640(H) x 480
3 | Rozdzielczos$¢ kamery nie mniejsza niz: (V) pikseli x 12
bit

4 | Wysoka rozdzielczos¢ katowa <1°

5 | Mozliwo$¢ analizy przy minimalnej warto$ci pradu wiazki 100 pA

6 | Mozliwos¢ analizy przy minimalnej wartosci energii wigzki SkeV

Wymagania dotyczace wigzki dla maksymalnej predkosci

7| indeksowania 7nA

8 | Rodzaj niskoszumowej matrycy CMOS

9 | Rodzaj ekranu fosforowy

Parametry nie wymagane obowigzkowo
T (nie zaoferowanie ich przez Wykonawce nie bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty;
' mogq to byé takze parametry podlegajqce ocenie punktowej, tj. ktorych zaoferowanie bedziemy
punktowad)
10 Wydluzona gwarancja na urzadzenie [miesigce] /N ...

3. O$wiadczam, zZe zapoznatem sie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wymogami zamawiajgcego i nie
wnosze do nich zadnych zastrzezen.

4. Potwierdzam zapoznanie sie z klauzulg informacyjng Politechniki Slaskiej dot. przetwarzania danych
osobowych (tzw. klauzulg informacyjng RODO) i zobowigzuje sie do przekazania jej wszystkim osobom
zaangazowanym z mojej strony w realizacje zamowienia.

5. O$wiadczam, ze wypelitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0s6b

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o
udzielenie

niniejszego zamoéwienia®,

6. Zatgcznikami do niniejszego formularza, stanowigcymi integralng czes¢ oferty, sg:

DWpisa¢ wartosé parametru i/lub potwierdzié¢ lub zaprzeczy¢ dostawie opcjonalnej lub wymaganej opcji
urzadzenia. Wpisane stowa NIE w opcjach wymaganych lub parametréw nie spelanijgcych wymagan jest
rownoznaczne z odrzuceniem oferty.

) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z pézZn. zm.).

®W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych
lub zachodzi wyltgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tre$ci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania

o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy
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